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Современная фотоника требует высококачественных оптических сред и структур на их основе с малыми коэффициентами поглощения в их полосе прозрачности. Непосредственное измерение малого поглощения методом спектрофотометрии затруднено или невозможно (определение потерь путем измерения отражения (R) и пропускания (T) ограничено как 1-RT>10-3)[1]. Высокочувствительные методы измерений малого поглощения могут быть реализованы на основе фототепловых методов.

Фототепловая спектроскопия (ФТС) – это группа высокочувствительных методов определения оптического поглощения и тепловых характеристик образца. Основа ФТС – измерение фотоиндуцированных изменений теплового состояния образца. Наиболее привлекательными для исследования органических полупроводников способами детектирования являются дефлекционные методы фототепловой спектроскопии. Методы основаны на зондировании неоднородного изменения показателя преломления. Один из возможных методов дефлекционной спектроскопии - метод «мираж-эффект». Особенностью этого метода является слабая зависимость фототеплового сигнала от диаметра пучка возбуждения на образце. Кроме того, «мираж-эффект» абсолютно нетребователен к оптическому качеству (прозрачность, однородность, гладкость поверхности) образца, ведь пробный пучок распространяется над ним[2]. Схема экспериментальной установки представлена Рис. 1.
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Рис.  1  Схема экспериментальной установки

Несмотря на то, что данный метод спектроскопии обладает рядом преимуществ по сравнению с другими, одним из его недостатков является невозможность получения абсолютных величин поглощения. Решением этой проблемы может быть изготовление опорного образца - образца с известными параметрами поглощения. В качестве такого образца может быть использована полимерная пленка твердого раствора молекул с известной молярной экстинкцией. В данной работе в качестве опорного образца выступает полимерная пленка ПММА с твердым раствором молекул MS-Ph-Btd-Ph-TMS (NOL 37)[3] в низкой концентрации. Данный образец был изготовлен методом «спин-коатинг», его оптическая плотность составляет D ≂1,5. Зная оптическую плотность опорного образца и измерив его спектр поглощение методами ФТС, представляется возможным отнормировать значения, полученные в условных единицах, на абсолютные значения.
Также в ходе работы была проведена оптимизация экспериментальной установки: при использовании среды разработки “LabView” была разработана система визуализации.  Система визуализации тонкого 2D образца c латеральными размерами ~ 1 мм необходима для контроля фокусировки падающего образец сфокусированного излучения и места, в которое попадает излучение. Излучение от монохроматора фокусируется на образец в пятно диаметром 0.5 мм. Излучение прошедшее через образец собирается линзой L1 в параллельный пучок и направляется на линзу L2 с таким же фокусным расстоянием. Между линзами L1 и L2 располагается зеркало, отражающее излучение под прямым углом. Это излучение фокусируется длиннофокусной линзой L3 и направляется в ПЗС-камеру. В фокусе линзы L3 создается увеличенное изображение образца, которое проецируется на ПЗС-матрицу камеры с помощью внутренней линзы web-камеры. На ПЗС-матрице с помощью мерного образца была измерена разрешающая способность системы. При данной настройке системы она составила 70 пикселей на 1 мм.
Размер пучка зондирования был выбран оптимальным (d = 50 мкм): он должен быть не слишком большим, чтобы быть достаточно чувствительным к градиенту температуры. Был произведен численный расчёт градиента температуры, необходимый для того, чтобы подобрать оптимальный размер пучка, а также расстояние до образца, на котором должен распространяться пучок.
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